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Тема дисертації:
1. Методи та засоби підвищення ефективності комп’ютерних систем вимірювання вольт-амперних
характеристик напівпровідникових приладів

2. Methods and Devices to Improve the Efficiency of Computer Systems for Measuring the Current-Voltage
Characteristics of Semiconductor Devices

Реферат:
1. Об’єкт дослідження: процес вимірювання вольт-амперних характеристик напівпровідникових приладів.
Мета роботи: підвищення ефективності комп’ютерних систем вимірювання вольт-амперних характеристик
напівпровідникових приладів шляхом зменшення їх саморозігріву в процесі вимірювання, скорочення
тривалості та підвищення ступеня автоматизації вимірювань. Методи дослідження: методи математичного
аналізу, комп’ютерного моделювання, елементи теорії алгоритмів; методи математичного моделювання;
теорія електричних та електронних кіл, методи аналізу лінійних і нелінійних кіл, методи фізичного
моделювання, методологія об’єктно-орієнтованого програмування. Теоретичні та практичні результати і
новизна: запропоновано новий адаптивний метод вимірювання вольт-амперних характеристик, який на
відміну від інших, полягає у попередньому автоматичному визначенні тривалості перехідного процесу у



напівпровідниковому приладі і його теплових параметрів, і наступному формуванні з урахуванням цих
параметрів імпульсної вимірювальної послідовності; розроблено модель та структурно-алгоритмічну
організацію комп'ютерної системи визначення вольт-амперних характеристик напівпровідникових приладів,
що дозволяє реалізувати адаптивний метод вимірювання; вдосконалено математичну модель процесу
охолодження напівпровідникового приладу при дії імпульсної послідовності, застосування якої в
комп'ютерних системах дозволяє здійснювати визначення його вольт-амперної характеристики з
врахуванням теплових властивостей досліджуваного напівпровідникового приладу та скоротити тривалість
процесу вимірювання; надано рекомендації щодо формування вимірювальної імпульсної послідовності для
комп'ютерних систем вимірювання вольт-амперних характеристик напівпровідникових приладів, які
спрямовані на підвищення ефективності процесу вимірювання;запропоновано алгоритми, що дозволяють
здійснювати вимірювання вольт-амперної характеристики з урахуванням індивідуальних властивостей
напівпровідникового приладу; розроблено схемотехнічні рішення апаратних засобів комп’ютерної системи
вимірювання вольт-амперних характеристик та програмне забезпечення для роботи з вимірювальним
модулем цієї системи. Предмет і ступінь впровадження: використовуються на державному науково-
виробничому підприємстві «ФОТОН» (м. Алчевськ) та на кафедрі спеціалізованих комп'ютерних систем
Донбаського державного технічного університету (м. Алчевськ). Ефективність впровадження: спрощено
процедуру добору транзисторів для високовольтних джерел живлення, підвищено ступінь її автоматизації та
істотно скорочено час, що витрачається на виготовлення пристроїв. Сфера використання: технологічний
процес виробництва напівпровідникових приладів.

2. The object of research: the measurement process of current-voltage characteristics of semiconductor devices.
The purpose of research: to improve the efficiency of computer systems for measuring the current-voltage
characteristics of semiconductor devices by reducing their self-heating during the measurement, reducing the
measurement duration and increase the automation degree of measurements. Methods of research: methods of
mathematical analysis, computer simulation, the elements of the theory of algorithms; methods of mathematical
modeling; theory of electrical and electronic circuits, analysis methods of linear and nonlinear circuits, methods of
physical modeling, object oriented programming methodology. Theoretical and practical results and innovations: a
new adaptive method for measuring the current-voltage characteristics is proposed, which comprises in the
preliminary automatic determination of the transient time and thermal parameters of semiconductor device, and
the subsequent formation of measuring pulse sequence with these parameters; the model and structural
algorithmic organization of the computer system are developed to implement the adaptive method of measuring
the current-voltage characteristics of semiconductor devices; the mathematical model describing the cooling
process of semiconductor device during the pulse sequence is improved, that allows computer systems to measure
the current-voltage characteristics considering the thermal properties of the investigated semiconductor device
and also to reduce the duration of the measurement process; in order to improve the efficiency of measurements
the recommendations for the formation of measurement pulse sequence are proposed; the algorithms of
automatic determination of duration transients and thermal parameters of semiconductor device are proposed;
the hardware schematic and software of the computer system for measuring the current-voltage characteristics
are developed. A subject degree of introduction: are used in State Scientific and Production Enterprise “Photon”
(Alchevsk), at the department of Specialized Computer Systems of Donbas State Technical University (Alchevsk).
Effectiveness of implantation: the process of selection the transistors for high-power sources is simplified, the
degree of automation is increased and the manufacture time of the devices are significantly reduced . Sphere of
use: the semiconductor devices manufacturing process.
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